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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2011-01-02 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2011-10-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62562:2009-08.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.4 ,Passive HF- und Mikrowellenbauelemente” der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 46F ,RF and microwave passive components® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.
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EUROPAISCHE NORM EN 62562

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2011

ICS 17.220

Deutsche Fassung

Hohlraumresonanzverfahren zum Messen der komplexen Permittivitat von

verlustarmen dielektrischen Platten
(IEC 62562:2010)

Cavity resonator method to measure the Méthode de la cavité résonante pour mesurer la
complex permittivity of low-loss dielectric plates permittivité complexe des plaques diélectriques
(IEC 62562:2010) a faibles pertes

(CEI 62562:2010)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2011-01-02 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 46F/118/CDV, zukulnftige 1. Ausgabe von IEC 62562, ausgearbeitet von dem
SC 46F ,R.F. and microwave passive components“ des IEC/TC 46 ,Cables, wires, waveguides, R.F.
connectors, R.F. and microwave passive components and accessories, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-01-02 als EN 62562 angenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veroffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden

muss (dop):  2011-10-02
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow):  2014-01-02

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62562:2010 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Der Zweck dieser Internationalen Norm ist die Beschreibung eines Messverfahrens der dielektrischen Eigen-
schaften in Ebenenrichtung einer dielektrischen Platte bei Mikrowellenfrequenzen. Dieses Verfahren wird als
Hohlraumresonanzverfahren bezeichnet. Es wurde fiir die Entwicklung neuer Werkstoffe und fir die Kon-
struktion von aktiven und passiven Mikrowellenbauteilen erstellt, bei denen die Normung von Messverfahren
fur die Werkstoffeigenschaften zunehmend wichtiger wird.

Dieses Verfahren besitzt die folgenden Merkmale:

— Die Permittivitatszahl ¢’ und der Tangens des Verlustwinkels tan ¢ einer dielektrischen Platte kdnnen
genau und zerstérungsfrei gemessen werden;

— die Temperaturabhangigkeit der komplexen Permittivitatszahl kann gemessen werden;

— die Messgenauigkeit liegt innerhalb von 0,3 % fur ¢ und innerhalb von 5 x 1076 fir tan 5,

— der Randeffekt wird unter Verwendung von Korrekturdiagrammen korrigiert, die auf der Grundlage
exakter Untersuchungen berechnet wurden.

Das Verfahren ist fir Messungen unter den folgenden Bedingungen anwendbar:
— Frequenz: 2 GHz < f'< 40 GHz;
—  Permittivitatszahl: 2< ¢ <100;

—  Tangens des Verlustwinkels: 107 <tan § <1072

2 Messparameter

Im Folgenden werden die Messparameter definiert:

& =¢&' - je" = Df(&E) 1
tano=¢&"/é&' (2)
TCe = 5T = fref 106 (1 x 10-6/K) 3)
Eref T —Tret
Dabei ist:
D die elektrische Flussdichte;
E die elektrische Feldstarke;
& die Permittivitat im Vakuum;

g'und &"  der Real- bzw. Imaginarteil der komplexen Permittivitatszahl &,

TCe der Temperaturkoeffizient der Permittivitdtszahl;

erund g4 sind die Realteile der komplexen Permittivitatszahl bei der Temperatur 7 bzw. der Bezugs-
temperatur 7, (= 20 °C bis 25 °C).
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